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概要 
 Star Power Semiconductor製 SiC-MOSFETモジュール  
  Vdss=1200（V）、Rdson=5.0(mΩ）、Id=300(A)  
 Star Power社は、中国の有力なパワー半導体メーカーの一つで、ドイツにR＆Dセンター 
 を設立し、最先端の技術を最新の SiCパワーモジュールへの応用が期待されている。  

製品特長 
 ・低オン抵抗 Rdson = 5.0(mΩ)  
 ・焼結によるチップ実装  
 ・低インダクタンスのモジュール アレンジメント/レイアウト  
 ・AlN DBC技術による絶縁基板  

レポート内容    
・構造解析はモジュールを中心に平面・断面解析を行っています。 
 特にダイアタッチに焼結技術が使用されていることに着目し、 
 焼結材および膜厚、ボイドの有無、平坦性を確認しています。 
 また、搭載されているSiC-MOSFETのチップサイズ、セル構造から 
 チップメーカーの推定を行っております。  
 

・モジュール熱解析では1次元的な熱解析によるモジュール熱抵抗の見積もりに加え、 
 モジュールレイアウトパターンから温度マップを作成しています。 
 

・モジュールのインダクタンス測定モデルの作成と寄生インダクタンスを実測し、 
 データシートに記載されていない、インダクタンスの値を明らかにしています。 

レポート価格 
 

  レポート価格  ：  60万円（税別)  

モジュール外観 

Star Power Semiconductor製 SiCモジュール「MD300HFR120C2S」 
構造解析レポート 

モジュール内部 

 

 



株式会社エルテック    Phone: 072-787- 7385    e-mail: info@ltec.biz   
664-0845 兵庫県伊丹市東有岡４丁目４２－８        HP: https://www.ltec-biz.com/ 

【目次】 

Page 

1. 表1：デバイスサマリー ・・・ 3 

  エグゼクティブサマリー ・・・ 4 

2. 他社モジュールとの特性比較 

    （ROHM, WOLFSPEED） 
・・・ 5 

3  解析結果まとめ ・・・ 8 

    3-1. 解析結果まとめ ・・・ 9 

   3-2. 実装モジュール構造概要  ・・・ 10 

4. モジュール観察 ・・・ 11 

    4-1. モジュール外観観察 ・・・ 12 

    4-2. モジュール内部レイアウト確認 ・・・ 13 

5.  モジュール断面解析 ・・・ 23 

    5-1. モジュール断面観察 ・・・ 24 

6.  搭載SiC MOSFET チップ調査 ・・・ 40 

    6-1. SiC MOSFET チップサイズ確認 ・・・ 41 

    6-2. SiC MOSFET セル構造確認 ・・・ 44 

    6-3.  SiC MOSFET チップメーカー確認 ・・・ 45 

7.  モジュールの熱解析 ・・・ 49 

8.  モジュールインダクタンス測定 ・・・ 56 



株式会社エルテック    Phone: 072-787- 7385    e-mail: info@ltec.biz   
664-0845 兵庫県伊丹市東有岡４丁目４２－８        HP: https://www.ltec-biz.com/ 

・他社モジュールとの特性比較（ROHM, WOLFSPEED）  

レポート内容一部抜粋 



株式会社エルテック    Phone: 072-787- 7385    e-mail: info@ltec.biz   
664-0845 兵庫県伊丹市東有岡４丁目４２－８        HP: https://www.ltec-biz.com/ 

・モジュール断面構造  

・モジュールの熱解析  
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・モジュールインダクタンス測定 


